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Dwupasmowy tensometr elastooptyczny

Przedmiotem wynalazku jest dwupasmowy tensometr elastooptyczny do pomiaru matych odksztatcen
elementéw w przemysle maszynowym, budownictwie i gérnictwie.

Znane z literatury G. Oppel, F. Zandman, J. Javornicy oraz z polskiego opisu patentowege nr 50221
jednoosiowe tensometry elastooptyczne réznigce si¢ ksztattem, budowa i sposobem klejenia stanowia pojedyncze
pasmo materiatu czulego optycznie z wstepnie zamroZonym obrazem izochrom. Miarg odksztatcenia badanego
elementu réwnego odksztatceniu naklejonego nan tensometru elastooptycznego jest wielko$¢ przesunigcia
izochromy pomiarowej wzgledem jej pierwotnego potoZenia w stanie nieobcigZzonym. Niedogodnoscia wynikaja-
c3 ze stosowania jednopasmowych tensometréw elastooptycznych jest male przesunigcie zamrozonych izochrom
wyst¢pujace przy pomiarach stosunkowo matych odksztalceri. Na skutek duzego btedu w okreflaniu matego
przesunigcia izochrom wzrasta btad pomiaru.

Istota wynalazku polega na tym, Ze dwupasmowy tensometr elastooptyczny stanowia dwa pasma czutego
optycznie materialu z tak zamroZonymi wst¢pnie izochromami, iz odksztatcenie badanego elementu z naklejo-
nym nai tensometrem powoduje przesunigcie si¢ izochrom w przeciwnych do siebie kierunkach. Miarg
odksztatcenia badanego elementu jest odlegtos¢ migdzy poléwkami izochromy pomiarowej na obu pasmach.
W przypadku jednakowych odksztalceri za pomoca jednopasmowego i dwupasmowego tensometru elastooptycz-
nego posiadajacych jednakowe stale tensometryczne, odleglo$é¢ miedzy potéwkami izochromy pomiarowej
dwupasmowego tensometru elastooptycznego, a przesunigciem izochromy pomiarowej jednopasmowego tenso-
metru elastooptycznego jest dwukrotnie wigksza.

Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku, na ktérym fig. 1 przedsta-
wia tensometr w przekroju podtuinym, fig. 2 — tensometr w widoku z géry z zamrozonym obkrazem izochrom
przed obciaZeniem, a fig. 3 — ten sam tensometr po obcigZeniu,

Tensometr wedtug wynalazku sktada si¢ z dwéch pasm 1 wykonanych z materiatu optycznie czutego
z zamroZonym obrazem izochrom. Pasma 1 s3 przyklejone klejem na bazie epoksydowej zywicy 2 do podktadek
w ten sposob, ze migdzy ich dtuzszymi krawegdziami istnieje szczelina. Podktadki 3 wykonane sg z tego samego
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czutego optycznie materiatu co pasma 1. Dolna strona pasm 1 pokryta jest odblaskowg warstwa 4, ktdra stanowi
cienka powloka napylonego aluminium, Nad pasmami do podktadek 3 przyklejone sa polaryzacyjne filtry 5.
Tensometr jest przyklejany do badanego elementu 6 réwniez klejem.

ObciaZenie dwupasmowego tensometru elastooptycznego wzdiuz jego osi powoduje przesunigcie potéwek
izochromy pomiarowej w przeciwnych kierunkach o jednakowg wartos¢. Wielkos¢ odksztatcenia badanego
elementu okredla iloczyn stalej elastooptycznej tensometru i odlegtosci migdzy potéwkami izochromy pomiaro-

wej.

Zastrzezenie patentowe

Dwupasmowy tensometr elastooptyczny zwtaszcza do pomiaru matych odksztatceri, znamienny
ty m, Ze stanowig go dwa ustawione réwnolegle pasma (1) z materiatu optycznie czutego, w ktérych zamrozony
jest obraz izochrom w postaci réwno oddalonych od siebie prazkéw, przy czym pasma (1) sa przyklejone do
podktadek (3) o postaci prostokatnych plytek ustawionych prostopadle do osi podtuznej tensometru, wykona-
nych ztego samego materiatu, tak, Ze migdzy pasmami (1) znajduje si¢ szczelina, natomiast pasma (1) sa
obrécone w swej plaszczyZnie wzgledem siebie okat 180°C, co powoduje, ¢ suma zamrozonych naprezer
w dowolnym przekroju poprzecznym tensometru jest réwna zeru,
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